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Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) изучено изменение состава 
поверхностных слоев и химического состояния атомов на поверхности халькопирита и сфа-
лерита в результате воздействия высоковольтных наносекундных электромагнитных им-
пульсов (МЭМИ). Установлены общие закономерности и выявлены отличия механизмов мо-
дифицирования поверхности и флотационных свойств сульфидов в процессе импульсных 
энергетических воздействий. Полученные данные подтверждены результатами исследований 
по влиянию МЭМИ на флотационные свойства халькопирита и сфалерита с целью повыше-
ния селективности разделения сульфидов.  
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Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии в последние годы стал универсаль-
ным методом анализа состава поверхностных слоев твердых тел глубиной до 5 нм и химиче-
ского (валентного) состояния атомов в этих слоях [1, 2]. Применительно к изучению свойств 
поверхности сульфидных минералов данным методом экспериментально подтверждено выска-
занное в 50-х годах прошлого столетия предположение о том, что первичной стадией раство-
рения и окисления сульфидов является переход катиона в раствор или оксидную фазу с воз-
никновением дефицита металла в поверхностном слое [3, 4]. Это способствовало пересмотру 
представлений о механизмах безреагентной гидрофобизации и пассивации поверхности суль-
фидов [5]. 

Метод РФЭС, основанный на спектральном анализе фотоэлектронов, вылетающих из по-
верхностных наноразмерных слоев твердого тела под действием рентгеновского излучения, 
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